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"Problemy stereologii i analizy obrazu w pracach naukowych"
Tradycją Szkół Stereologii i Analizy Obrazu są seminaria poświęcone dyskusji nad przygoto​wywanymi rozprawami doktorskimi i habilitacyj​nymi, w których wykorzystuje się szeroko rozumiane metody ilościowej charakterystyki badanych obiektów. W czasie trwania VII Szkoły również zostanie zorganizowane seminarium pod tytułem "Problemy stereologii i analizy obrazu w pracach naukowych". Prosimy o zgłaszanie referatów na to seminarium za pomocą poczty e‑mail na adres: chrapjac@polsl.katowice.pl. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł referatu oraz imię i nazwisko autora. Na przedstawienie referatu będzie przeznaczone 10-15 minut. Podczas Szkoły planuje się również zorganizowa​nie spotkania z prof. zw. dr hab. inż. Leopoldem Jeziorskim poświęconego dyskusji nt. kryteriów oceny dorobku naukowego stosowanych przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną.

Rejestracja

Zgłoszenia udziału można dokonać do dnia 31.07.2003 na załączonym formularzu lub pocztą elektroniczną na adres: chrapjac@polsl.katowice.pl
Koszt uczestnictwa

Członkowie PTSt, którzy opłacili składki
członkowskie:
700 zł

Pozostałe osoby:
750 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje zakwaterowanie w ośrodku „Nosalowy Dwór”, (lub – w przy​padku dużej liczby uczestników – w innym pensjonacie w Zakopanem), całodniowe wyżywienie, udział w imprezach towarzyszą​cych oraz materiały szkoleniowe. Wpłaty należy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Stereologicznego do końca sierpnia 2003. Numer konta:

Polskie Towarzystwo Stereologiczne

PKO BP, I O/Kraków, 
Nr 10202892-161424-270-1-111
	Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej,

Insytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali

Politechniki Krakowskiej,

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum,

Klinika Ortopedii Dzieci i Młodzieży
oraz

POLSKIE TOWARZYSTWO STEREOLOGICZNE

organizują
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Zakopane

22-24 października 2003


	Komitet Organizacyjny

· Jacek Chrapoński

· Kazimierz Satora, 

· Maciej Tęsiorowski, 

· Leszek Wojnar

Szczegó³owe informacje:

Jacek Chrapoński

Katedra Nauki o Materiałach

Politechnika Śląska

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

tel.: (032) 603 44 32

fax: (032) 603 44 00

e-mail: chrapjac@polsl.katowice.pl

Strona internetowa PTSt:

http://ptst.polsl.katowice.pl
Uwaga:

Dalsze informacje nt. VII Jesiennej Szkoły Stereologii i Analizy Obrazu będą rozpowszechniane na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Stereologicznego. Na stronach tych można także zapoznać się z krótkimi notatkami z wcześniejszych Szkół oraz zobaczyć fotografie z ich przebiegu.
Program Szko³y

VII Jesienna Szkoła Stereologii i Analizy Obrazu po raz trzeci zorganizowana będzie w Zakopanem w hotelu „Nosalowy Dwór”. Pod względem formy przypominać będzie dwa poprzednie spotkania: V i VI Szkołę. Treści wykładów będą oczywiście nowe. Niektóre będą kontynuacją wykładów wygłoszonych wcześniej. 
Zupełnie nową, nie wykorzystywaną obecnie w Polsce metodę analizy obrazu


	zaprezentuje, zaproszony na Szkołę przedstawiciel Swedish Institute for Metals Research, Jacek Komenda. Ponownie gościć będziemy George’a Vander Voort’a, przedstawiciela firmy Buehler Ltd., który wygłosi dwa wykłady nt. preparatyki nadstopów niklu i kobaltu oraz warstw stanowiących bariery cieplne. Wykłady będą połączone są z dyskusjami panelowymi oraz ćwiczeniami praktycznymi.
W czasie Szkoły zorganizowane będą warsztaty analizy obrazu, na których można będzie korzystać z programów do analizy obrazu oraz z mikro​skopu optycznego połączonego z systemem analizy obrazu (możliwość badania próbek przywiezionych przez uczestników).
W tym samym czasie w hotelu „Nosalowy Dwór” firma BTH Testing organizuje kurs „Profesjonaliści 2003” dotyczący interpretacji mikrostruktur i analizy obrazu (http://republika.pl/dcosbim).
Wyk³ady

· George Vander Voort: Metallography of Co- and Ni-based superalloys 
· George Vander Voort: Preparation problems of thermal barrier coatings 
· Jacek Komenda: Podstawy kontekstowej klasyfikacji obrazu w metalografii ilościowej
· Leszek Wojnar: Analiza struktury wybranych materiałów w 3-D
· Janusz Szala: Detekcja obiektów o niejednorodnym poziomie szarości
· Wojciech Spychalski, Maciej Spychalski, Krzysztof Batorski: Wykorzystanie metod analizy i opisu mikrostruktury materiałów do modelowania ich właściwości
· Jarosław Chmiel, Marek Żwir: Zagadnienia preparatyki materiałów polimerowych w zastosowaniach stereologicznych
· Marian Maliński: Kryteria doboru procedur statystycznych – ilustracja na przykładach zagadnień stereologii i analizy obrazu
	Zgłoszenie udziału
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Tytuł/stopień:


Imię:


Nazwisko:


Instytucja:


Adres:


Telefon:


Faks:


E-mail:


Uwagi (osoby towarzyszące, specjalne życzenia, itp.):
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